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Creacio del Servei 1980 1990 2000 2010 2020
de Microscopia
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1975 2005 2025
TEM Hitachi 2002 TEM Jeol JEM-1400 Escaner de portaobjectes Olympus
HU12A Confocal TCS SP2 Voltatge d’acceleracié de 120 kV. SLIDEVIEW VS200
Primer TEM de la UA|_3: Sistema espectral Incorpora camp clar, camp fosc,
Voltatge d’acceleracio AOBS. fluorescencia i polaritzacio.
de 75 kV.

Elaborat per: Meritxell Vendrell Flotats

1986

SEM Hitachi S570

Millor resolucié respecte equips
anteriors.

Fotografia amb negatiu 6x7.

TEM Hitachi H-7000
Voltatge acceleracié 125 kV.
Difraccié d’electrons amb porta-
mostres inclinable.

2006

Confocal Leica TCS SP5
Primer confocal totalment
automatitzat.

Modul d’alta velocitat.
Modul de Multifoto.

2007

Confocal Olympus FV1000
Incorpora técnica TIRFM.

Olympus IX85 - ScanR

Camp ampli automatitzat (CellSens).
Incorpora un sistema de cribratge d’alt
contingut (ScanR).



